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針貫入試験結果1
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H断層系露頭での針貫入試験
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【試験方法】
 H断層系の細粒物質及びその周辺母岩（相良層：泥岩・砂岩）の硬さを定量的に確認するため，H断層系露頭において，針貫入試験（参考基
準：地盤工学会基準「針貫入試験方法」（JGS3431-2012））を実施した。

 試験は，長方形（幅20cm×高さ40cm ）の測定面を，H断層系の断層面を横断するように連続的に設定し，各測定面の泥岩，砂岩及び細粒物
質の針貫入勾配※を求めた。（細粒物質は，測定面内に細粒物質が含まれる場合のみ。）

 針貫入勾配は，各測定面内の5箇所で計測し，最大値及び最小値を除いた3箇所の平均値を，同測定面の針貫入勾配とした。
※針貫入勾配：針の貫入荷重を針の貫入長さで除した値。

40cm

20cm

長方形の測定面を，
水平方向に連続的に設定。

泥岩

砂岩

断層面（細粒物質）断層面（細粒物質）

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

各測定面の泥岩，砂岩及び細粒物質の
針貫入勾配を，それぞれ5箇所で計測。

試験のイメージ

●泥岩測定箇所
●砂岩測定箇所
●細粒物質測定箇所
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1      2      3 4      5     6      7     8      9     10    11 12    13

断層面（細粒物質） 断層面（細粒物質）

測定面の設定状況
（数字は測定面番号，赤い数字の測定面は細粒物質を含む測定面を表す。）

左図試験範囲拡大

試験範囲（赤枠部）

H-2断層露頭（固廃南側法面）

断層面 断層面



H-2断層露頭（固廃南側法面） 針貫入試験結果詳細（１／２）

Cop yr i g h t  ©  C hu bu  E l ec t r i c  P o we r  C o . ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r es e r ve d . 5

SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面１ 測定面２ 測定面３ 測定面４ 測定面５ 測定面６ 測定面７

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

MD-1 27.0 20.8 15.2 5.0 5.9 5.5 8.2

MD-2 20.4 20.8 17.5 6.6 6.7 7.0 8.3

MD-3 20.8 32.3 7.1 5.9 5.7 7.2 4.2

MD-4 20.0 22.2 8.9 8.0 4.9 7.1 5.1

MD-5 17.5 26.3 8.7 11.0 6.0 6.2 10.0

平均値※ 20.4 23.1 10.9 6.8 5.9 6.8 7.2

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5 6 7

SS-1 3.0 3.2 2.9 1.7 1.6 1.2 2.4

SS-2 2.2 2.5 3.0 1.2 1.5 2.1 1.8

SS-3 2.9 2.1 4.8 2.3 1.4 1.2 1.9

SS-4 2.5 3.2 1.5 1.9 2.2 1.8 1.7

SS-5 1.6 3.0 4.0 2.0 1.7 2.0 2.9

平均値※ 2.5 2.9 3.3 1.9 1.6 1.7 2.0

5

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 6 7

F-1 0.3

F-2 0.9

F-3 0.3

F-4 0.6

F-5 0.9

平均値※ 0.6

　　　   測定面

 

  測定箇所

3

単位:N/mm



H-2断層露頭（固廃南側法面） 針貫入試験結果詳細（２／２）
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面８ 測定面９ 測定面１０ 測定面１１ 測定面１２ 測定面１３

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

MD-1 8.1 4.5 4.8 40.0 27.0 14.9

MD-2 9.3 3.5 3.4 22.2 32.3 16.7

MD-3 8.8 9.7 6.7 24.4 40.0 14.3

MD-4 5.9 6.1 3.9 27.0 38.5 27.8

MD-5 7.7 6.6 6.6 32.3 47.6 38.5

平均値※ 8.2 5.7 5.1 27.9 36.9 19.8

11 12 138

　　　   測定面

 

  測定箇所

9 10

SS-1 1.6 3.5 2.9 3.5 2.1 2.9

SS-2 1.5 2.5 1.9 3.9 2.6 2.9

SS-3 1.9 1.6 2.6 4.6 3.2 4.0

SS-4 1.1 2.8 2.8 3.9 2.5 4.0

SS-5 1.3 3.0 1.8 3.2 3.1 4.1

平均値※ 1.5 2.8 2.4 3.8 2.7 3.6

8 9 10 12 1311

　　　   測定面

 

  測定箇所

F-1 0.1

F-2 0.0

F-3 0.0

F-4 0.1

F-5 0.1

平均値※ 0.1

11

　　　   測定面

 

  測定箇所
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1      2       3      4     5     6      7 8       9

断層面（細粒物質）

測定面の設定状況
（数字は測定面番号，赤い数字の測定面は細粒物質を含む測定面を表す。）

左図試験範囲拡大

試験範囲（赤枠部）

断層面

H-3断層露頭（アクセス道路東側法面）での針貫入試験結果

北東 南西



H-3断層露頭（アクセス道路東側法面） 針貫入試験結果詳細（１／２）
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面１ 測定面２ 測定面３ 測定面４ 測定面５

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

MD-1 15.4 19.6 20.4 7.2 4.0

MD-2 26.3 23.8 13.2 5.5 4.1

MD-3 32.3 31.3 10.1 8.0 5.0

MD-4 32.3 29.4 15.6 4.9 3.1

MD-5 25.6 18.9 20.4 10.1 2.3

平均値※ 28.1 24.3 16.4 6.9 3.7

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5

SS-1 2.9 3.2 3.5 2.3 3.0

SS-2 2.9 3.0 2.8 4.0 3.2

SS-3 3.4 3.2 3.5 3.0 2.6

SS-4 4.8 5.1 3.3 2.2 2.7

SS-5 4.6 2.8 2.7 2.8 2.0

平均値※ 3.6 3.1 3.2 2.7 2.8

4 5

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3

F-1 0.5

F-2 0.9

F-3 0.7

F-4 0.9

F-5 0.7

平均値※ 0.8

　　　   測定面

 

  測定箇所

5



MD-1 4.5 34.5 28.6 28.6

MD-2 6.0 33.3 25.0 27.8

MD-3 3.0 32.3 24.4 34.5

MD-4 4.9 25.6 33.3 24.4

MD-5 5.0 25.6 33.3 25.0

平均値※ 4.8 30.4 29.0 27.1

96

　　　   測定面

 

  測定箇所

7 8

H-3断層露頭（アクセス道路東側法面） 針貫入試験結果詳細（２／２）
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面６ 測定面７ 測定面８ 測定面９

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

F-1 1.0

F-2 0.8

F-3 0.4

F-4 0.5

F-5 0.4

平均値※ 0.6

　　　   測定面

 

  測定箇所

6

SS-1 2.6 4.6 4.8 3.6

SS-2 2.1 4.4 4.0 6.0

SS-3 2.7 3.6 3.0 6.5

SS-4 4.9 3.9 4.4 3.3

SS-5 5.0 2.8 4.9 4.5

平均値※ 3.4 4.0 4.4 4.7

9

　　　   測定面

 

  測定箇所

6 7 8
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断層面
1      2       3 4 5       6      7

断層面（細粒物質）

測定面の設定状況
（数字は測定面番号，赤い数字の測定面は細粒物質を含む測定面を表す。）

左図試験範囲拡大

試験範囲（赤枠部）

H-4断層露頭（40.5m盤(西側) ）

北東南西



H-4断層露頭（40.5m盤(西側)） 針貫入試験結果詳細
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面１ 測定面２ 測定面３ 測定面４ 測定面５ 測定面６ 測定面７

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

F-1 0.5 0.8

F-2 0.8 0.3

F-3 0.1 0.2

F-4 0.8 0.6

F-5 0.3 0.8

平均値※ 0.5 0.6

4

　　　   測定面

 

  測定箇所

3

SS-1 3.2 3.0 4.2 1.0 3.4 7.5 7.3

SS-2 3.1 4.3 1.6 3.9 4.2 7.1 7.3

SS-3 4.1 4.2 1.0 4.9 4.1 9.6 9.8

SS-4 5.0 4.2 3.2 4.9 6.5 16.7 14.1

SS-5 7.7 4.5 2.8 6.2 3.7 16.7 7.1

平均値※ 4.1 4.2 2.5 4.6 4.0 11.3 8.1

7

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 65

MD-1 10.4 10.5 4.5 5.0 8.4 13.2 14.3

MD-2 7.0 16.4 6.7 8.2 10.3 8.0 10.4

MD-3 16.4 16.7 8.7 8.1 12.7 10.5 8.7

MD-4 19.6 8.1 7.2 6.5 6.9 14.1 8.0

MD-5 16.7 7.2 6.7 11.2 9.0 15.2 10.9

平均値※ 14.5 11.7 6.9 7.6 9.2 12.6 10.0

73 4 5 6

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2
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1      2      3 4 5      6      7 8       9     10 

断層面（細粒物質） 断層面（細粒物質）

測定面の設定状況
（数字は測定面番号，赤い数字の測定面は細粒物質を含む測定面を表す。）

左図試験範囲拡大

試験範囲（赤枠部） 断層面

H-5断層露頭（GTG建屋南側法面(西面)）

北東 南西



H-5断層露頭（GTG建屋南側法面(西面)） 針貫入試験結果詳細（１／２）
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面１ 測定面２ 測定面３ 測定面４ 測定面５

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

SS-1 2.0 1.5 1.8 1.8 1.8

SS-2 1.8 1.0 2.1 2.7 1.4

SS-3 2.8 1.1 3.0 3.3 1.5

SS-4 1.2 2.2 2.6 3.5 1.8

SS-5 2.2 1.7 2.2 3.0 1.2

平均値※ 2.0 1.4 2.3 3.0 1.6

4 5

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3

MD-1 13.3 17.2 19.2 28.6 6.9

MD-2 22.2 25.0 35.7 20.0 7.4

MD-3 20.8 16.7 22.2 31.3 4.2

MD-4 14.1 23.3 28.6 25.0 6.8

MD-5 14.7 20.0 19.6 19.6 5.8

平均値※ 16.5 20.2 23.5 24.5 6.5

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5

F-1 0.0

F-2 0.0

F-3 0.1

F-4 0.1

F-5 0.2

平均値※ 0.1

　　　   測定面

 

  測定箇所

4



H-5断層露頭（GTG建屋南側法面(西面)） 針貫入試験結果詳細（２／２）
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面６ 測定面７ 測定面８ 測定面９ 測定面１０

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

F-1 0.2

F-2 0.3

F-3 0.0

F-4 0.1

F-5 0.0

平均値※ 0.1

　　　   測定面

 

  測定箇所

7

MD-1 9.0 4.0 5.5 20.4 18.2

MD-2 8.1 3.8 3.1 19.2 16.1

MD-3 6.5 6.2 5.2 23.8 20.8

MD-4 6.8 8.1 3.0 12.3 23.3

MD-5 4.6 3.8 4.0 13.9 15.4

平均値※ 7.1 4.7 4.1 17.8 18.4

106

　　　   測定面

 

  測定箇所

7 8 9

SS-1 2.0 1.1 1.3 1.1 1.8

SS-2 1.7 1.9 1.6 1.8 1.5

SS-3 1.2 1.2 0.5 1.0 1.7

SS-4 2.4 2.1 1.0 1.7 1.1

SS-5 2.3 1.5 1.1 0.7 1.1

平均値※ 2.0 1.5 1.1 1.3 1.4

9 10

　　　   測定面

 

  測定箇所

6 7 8
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断層面

1      2       3 4      5      6      7      8 9     10     11 

断層面（細粒物質） 断層面（細粒物質）

測定面の設定状況
（数字は測定面番号，赤い数字の測定面は細粒物質を含む測定面を表す。）

左図試験範囲拡大

試験範囲（赤枠部）

H-6断層露頭（GTG建屋北側法面）

南西 北東



H-6断層露頭（GTG建屋北側法面） 針貫入試験結果詳細（１／２）
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面１ 測定面２ 測定面３ 測定面４ 測定面５ 測定面６

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

SS-1 4.1 4.0 3.0 0.5 0.5 1.8

SS-2 2.8 4.3 3.2 0.8 1.5 1.1

SS-3 3.3 2.8 3.3 1.0 1.1 0.8

SS-4 3.8 4.5 2.5 2.2 1.0 0.5

SS-5 3.3 2.6 2.1 1.1 1.2 1.5

平均値※ 3.5 3.7 2.9 1.0 1.1 1.1

2 3 4 5 6

　　　   測定面

 

  測定箇所

1

MD-1 20.4 13.9 9.8 2.4 2.8 0.9

MD-2 17.2 21.7 13.9 2.8 1.2 1.0

MD-3 10.2 20.4 2.2 3.2 2.5 2.3

MD-4 18.2 14.9 5.2 3.1 2.3 1.5

MD-5 19.6 10.6 4.5 2.7 3.1 1.2

平均値※ 18.3 16.4 6.5 2.9 2.5 1.2

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5 6

F-1 0.2

F-2 0.2

F-3 0.0

F-4 0.0

F-5 0.1

平均値※ 0.1

　　　   測定面

 

  測定箇所

3



H-6断層露頭（GTG建屋北側法面） 針貫入試験結果詳細（２／２）
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面７ 測定面８ 測定面９ 測定面１０ 測定面１１

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

F-1 0.1

F-2 0.0

F-3 0.3

F-4 0.2

F-5 0.1

平均値※ 0.1

　　　   測定面

 

  測定箇所

8

MD-1 1.4 1.1 1.8 6.4 4.7

MD-2 1.7 2.3 2.8 5.5 7.0

MD-3 1.1 1.2 2.5 5.2 5.2

MD-4 1.2 3.2 3.0 8.1 3.8

MD-5 1.9 2.8 1.8 12.8 6.3

平均値※ 1.4 2.1 2.4 6.7 5.4

11

　　　   測定面

 

  測定箇所

7 8 9 10

SS-1 0.9 0.7 1.2 2.6 2.2

SS-2 1.5 1.2 0.7 3.3 2.1

SS-3 1.8 1.1 1.7 3.0 2.0

SS-4 0.7 1.0 0.8 2.7 2.1

SS-5 0.5 0.8 1.1 3.2 1.8

平均値※ 1.0 1.0 1.0 3.0 2.1

10 11

　　　   測定面

 

  測定箇所

7 8 9

×印箇所では測定していない。



1      2       3      4 5 6     7
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断層面
断層面

断層面 断層面

断層面（細粒物質）

測定面の設定状況
（数字は測定面番号，赤い数字の測定面は細粒物質を含む測定面を表す。）

左図試験範囲拡大

試験範囲（赤枠部）

H-7断層露頭（BF5地点）

北 南



H-7断層露頭（BF5地点） 針貫入試験結果詳細
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面１ 測定面２ 測定面３ 測定面４ 測定面５ 測定面６ 測定面７

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

SS-1 2.7 2.7 3.1 5.8 3.9 2.6 2.0

SS-2 2.1 2.1 3.9 8.5 3.1 2.4 2.9

SS-3 4.1 2.5 2.4 4.3 5.5 2.7 1.7

SS-4 7.7 5.4 4.0 5.1 5.0 2.7 1.1

SS-5 5.8 7.4 6.0 2.3 2.9 2.7 1.3

平均値※ 4.2 3.5 3.7 5.1 4.0 2.7 1.7

6 7

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5

MD-1 3.0 3.1 3.6 3.8 4.9 2.5 2.6

MD-2 2.8 3.2 3.1 2.9 3.1 3.1 2.6

MD-3 2.8 3.0 3.3 2.5 2.5 2.8 2.2

MD-4 3.0 2.8 2.7 3.6 3.5 4.0 2.5

MD-5 3.1 2.8 3.4 2.2 2.8 2.8 2.8

平均値※ 2.9 3.0 3.3 3.0 3.1 2.9 2.6

7

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5 6

F-1 0.5 1.0

F-2 0.7 1.0

F-3 0.5 0.5

F-4 0.3 0.4

F-5 0.4 0.9

平均値※ 0.5 0.8

　　　   測定面

 

  測定箇所

4 5

×印箇所では測定していない。
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断層面
断層面

断層面 断層面

1      2       3      4      5      6

断層面（細粒物質）

測定面の設定状況
（数字は測定面番号，赤い数字の測定面は細粒物質を含む測定面を表す。）

左図試験範囲拡大

試験範囲（赤枠部）

H-9断層露頭（T-11地点）

南西 北東



H-9断層露頭（T-11地点） 針貫入試験結果詳細
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SS-●:砂岩測定箇所MD-●:泥岩測定箇所 F-●:細粒物質測定箇所

測定面１ 測定面２ 測定面３ 測定面４ 測定面５ 測定面６

10cm

泥岩の針貫入勾配測定値 砂岩の針貫入勾配測定値 細粒物質の針貫入勾配測定値

※最大値及び最小値（網掛部）を除いた3箇所の平均値。

単位:N/mm

SS-1 2.0 1.8 1.4 1.9 1.0 1.1

SS-2 3.0 1.9 2.0 1.8 1.1 1.3

SS-3 2.1 2.0 1.0 1.2 1.0 1.1

SS-4 2.6 1.8 2.0 1.9 1.0 1.1

SS-5 2.2 1.2 0.9 1.0 1.1 2.0

平均値※ 2.3 1.8 1.5 1.6 1.0 1.2

6

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5

MD-1 1.6 1.5 1.6 1.0 1.0 0.9

MD-2 1.7 1.2 1.1 1.0 1.1 0.8

MD-3 2.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8

MD-4 1.8 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0

MD-5 1.5 1.1 1.1 1.0 1.1 0.8

平均値※ 1.7 1.1 1.1 1.0 1.0 0.8

　　　   測定面

 

  測定箇所

1 2 3 4 5 6

F-1 0.6 0.2

F-2 0.8 0.2

F-3 0.1 0.1

F-4 0.3 0.1

F-5 0.2 0.3

平均値※ 0.4 0.2

　　　   測定面

 

  測定箇所

2 3



EPMAによる面分析結果2
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H-3断層
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試料採取位置 H-3断層（4号炉北側トレンチ）
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敷地境界

汀線

N

1号炉

2号炉

3号炉
4号炉

5号炉

4号炉北側トレンチ

•EPMA分析は，写
真のブロック試料の切
断した対となる試料
を用いて実施している
ため，向きが異なる。

写真の

方向

断層面

切断面

砂 岩 層
の 引 き
ず り 変
形

レンズ状の砂岩層

砂岩層の引きず
り変形と砂岩層
の圧縮

5cm

上盤側
母岩

↑
上

南→←北

下盤側
母岩

断層面(下盤側)

断層面(上盤側)

EPMA分析箇所

＜ブロック試料（傾斜方向断面）＞

<EPMA分析用の試料＞

（左図赤枠部分の写真）

北 南

断層面

断層面
北 南

試料採取位置

H3 3-1 05 (40)

H3 3-1 06sH3 3-1 07s

下盤側母岩細粒物質

細粒物質

上

EPMA分析実施範囲
（次頁以降に示す）

上盤側

10mm
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上盤側

細粒物質 下盤側母岩

細粒物質
5mm

上

＜EPMA分析：CP＞ ＜EPMA分析：Si＞

EPMAによる面分析結果 H-3断層（１／５）



EPMAによる面分析結果 H-3断層（２／５）
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＜EPMA分析：Ca＞ ＜EPMA分析：Al＞

5mm



EPMAによる面分析結果 H-3断層（３／５）
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＜EPMA分析：K＞ ＜EPMA分析：Fe＞

5mm



EPMAによる面分析結果 H-3断層（４／５）

Cop yr i g h t  ©  C hu bu  E l ec t r i c  P o we r  C o . ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r es e r ve d . 28

＜EPMA分析：Mg＞ ＜EPMA分析：Na＞

5mm



EPMAによる面分析結果 H-3断層（５／５）
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＜EPMA分析：S＞

5mm



H-4断層
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試料採取位置 H-4断層（30m盤法面）
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＜ブロック試料（傾斜方向断面）＞

試料採取位置

北南 断層面

断層面

北南

<EPMA分析用の試料＞

上盤側母岩下盤側
細粒物質

細粒物質10mm

上

EPMA分析実施範囲

上

1cm
上盤側母岩

下盤側
母岩

写真の
方向断層面

切断面

敷地境界

汀線

N

1号炉

2号炉

3号炉
4号炉

5号炉

30m盤法面

断層面

•EPMA分析は，写真
のブロック試料の切断し
た対となる試料を用い
て実施しているため，
向きが異なる。

上盤側母岩

下盤側
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＜EPMA分析：CP＞ ＜EPMA分析：Si＞
上

上盤側母岩下盤側
細粒物質

細粒物質
5mm

＜EPMA分析：Ca＞ ＜EPMA分析：Al＞

5mm

EPMAによる面分析結果 H-4断層（１／３）



EPMAによる面分析結果 H-4断層（２／３）
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5mm

＜EPMA分析：K＞ ＜EPMA分析：Fe＞

5mm

＜EPMA分析：Mg＞ ＜EPMA分析：Na＞



EPMAによる面分析結果 H-4断層（３／３）
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5mm

＜EPMA分析：S＞



H-5断層
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試料採取位置 H-5断層（緊急時対策所前法面）
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敷地境界

汀線

N

1号炉

2号炉

3号炉
4号炉

5号炉

緊急時対策所前法面

北西 南東

（写真赤枠部分のスケッチ）

北西 南東

断層面

断層面

試料採取位置

＜ブロック試料（傾斜方向断面）＞ <EPMA分析用の試料＞
上

上盤側母岩

下盤側
写真の方向

断層面

切断面

5cm

上

上盤側母岩下盤側

細粒物質

EPMA分析実施範囲

細粒物質10mm断層面

•EPMA分析は，写真
のブロック試料の切断し
た対となる試料を用い
て実施しているため，
向きが異なる。



EPMAによる面分析結果 H-5断層（１／５）
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＜EPMA分析：Si＞＜EPMA分析：CP＞

5mm

上

下盤側

細粒物質

細粒物質

上盤側母岩



EPMAによる面分析結果 H-5断層（２／５）
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＜EPMA分析：Ca＞ ＜EPMA分析：Al＞

5mm



EPMAによる面分析結果 H-5断層（３／５）
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5mm

＜EPMA分析：K＞ ＜EPMA分析：Fe＞



EPMAによる面分析結果 H-5断層（４／５）
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5mm

＜EPMA分析：Mg＞ ＜EPMA分析：Na＞



EPMAによる面分析結果 H-5断層（５／５）
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5mm

＜EPMA分析：S＞



H-9断層
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試料採取位置 H-9断層（ BF4地点北トレンチ(西側) ）
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（写真赤枠部分のスケッチ）

北 南

＜ブロック試料（傾斜方向断面）＞ <EPMA分析用の試料＞

写真の方向

断層面

切断面

上

下盤側母岩上盤側

細粒物質

EPMA分析実施範囲

細粒物質10mm

•EPMA分析は，写真
のブロック試料の切断し
た対となる試料を用い
て実施している。

敷地境界

汀線

N

1号炉

2号炉

3号炉
4号炉

5号炉

BF4地点

ブロック試料
採取位置

断層面 断層面

北 南

試料採取位置

北→←南

下盤側

母岩

上盤側

5cm

↑
上

断層面



EPMAによる面分析結果 H-9断層（１／５）
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＜EPMA分析：CP＞ ＜EPMA分析：Si＞

5mm

上

上盤側 下盤側母岩

細粒物質

細粒物質
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＜EPMA分析：Ca＞ ＜EPMA分析：Al＞

5mm

EPMAによる面分析結果 H-9断層（２／５）
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5mm

＜EPMA分析：K＞ ＜EPMA分析：Fe＞

EPMAによる面分析結果 H-9断層（３／５）
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5mm

＜EPMA分析：Mg＞ ＜EPMA分析：Na＞

EPMAによる面分析結果 H-9断層（４／５）
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5mm

＜EPMA分析：S＞

EPMAによる面分析結果 H-9断層（５／５）



X線回折分析結果3
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X線回折分析結果（データ）
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H-1断層

試料名：W25上

10 20 30 40 50 60
0

500

1000

1500

2000

***   ＸＲＤチャート ***

θ-2θ(度)

I
(C
o
un
t
s)

試料名： 3. W25孔_91.50m

処理条件：不定方位

測

定

条

件

Target
counter monocrometer
Slits

Voltage
Current
Scan speed
Preset time
Scan range
Hardware

Cu

1°-0.3mm-1°

30kV
20mA
2°/min
1.5sec
2θ=2°～65°
XRD-6000(SIMADZU)

Qz

Qz

Qz
Qz

Qz

Qz
Qz

Qz

Qz

Qz

QzPl

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl Pl Pl
Pl

Cal

CalSid

Chl

Chl
Mc

Mc

Mc

Mc

Sm

Sm

SmChl
Mc

処理条件：不定方位測定
＜凡 例＞

Qz ：石英
Pl ：斜長石
Cal ：方解石
Sid ：シデライト
Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

W25上



X線回折分析結果（データ）
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0

500

1000

1500

2000

***   ＸＲＤチャート ***

I
(C
o
un
t
s)

0

500

1000

1500

2000

I
(C
o
un
t
s)

5 10 15 20
0

500

1000

1500

2000

θ-2θ(度)

I
(C
o
un
t
s)

試料名： 3. W25孔_91.50m

処理条件：定方位(無処理)

測

定

条

件

Target
counter monocrometer
Slits

Voltage
Current
Scan speed
Preset time
Scan range
Hardware

Cu

1°-0.3mm-1°

30kV
20mA
2°/min
1.5sec
2θ=2°～20°
XRD-6000(SIMADZU)

処理条件：定方位(Ｅ．Ｇ処理)

処理条件：定方位(ＨＣＬ処理)

Mc

Mc

Mc

Chl

Chl Chl

Chl

Chl
Mc

Mc

Mc

Sm

Sm

W25上処理条件：定方位測定
＜凡 例＞

Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

H-1断層

試料名：W25上



X線回折分析結果（データ）
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試料名： 6. W25孔_91.80m

処理条件：不定方位
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処理条件：不定方位測定
＜凡 例＞

Qz ：石英
Pl ：斜長石
Cal ：方解石
Sid ：シデライト
Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

W25下

H-1断層

試料名：W25下
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試料名： 6. W25孔_91.80m

処理条件：定方位(無処理)
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定

条

件
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Preset time
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Hardware
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1°-0.3mm-1°

30kV
20mA
2°/min
1.5sec
2θ=2°～20°
XRD-6000(SIMADZU)

処理条件：定方位(Ｅ．Ｇ処理)
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W25下処理条件：定方位測定
＜凡 例＞

Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

H-1断層

試料名：W25下
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試料名： 40. H-6-U-2 水平ブロック下

処理条件：不定方位
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X線回折分析結果（データ）
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処理条件：不定方位測定
＜凡 例＞

Qz ：石英
Pl ：斜長石
Sid ：シデライト
Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

H-6上

H-6断層

試料名：H-6上
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試料名： 40. H-6-U-2 水平ブロック下

処理条件：定方位(無処理)

測

定

条

件
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Hardware
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1°-0.3mm-1°

30kV
20mA
2°/min

1.5sec

2θ=2°～20°
XRD-6000(SIMADZU)

処理条件：定方位(Ｅ．Ｇ処理)

処理条件：定方位(ＨＣＬ処理)
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X線回折分析結果（データ）

Cop yr i g h t  ©  C hu bu  E l ec t r i c  P o we r  C o . ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r es e r ve d . 55

処理条件：定方位測定
＜凡 例＞

Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

H-6上

H-6断層

試料名：H-6上
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試料名： 39. H-6-L-1 水平ブロック中

処理条件：不定方位
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X線回折分析結果（データ）
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処理条件：不定方位測定
＜凡 例＞

Qz ：石英
Pl ：斜長石
Cal ：方解石
Sid ：シデライト
Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

H-6下

H-6断層

試料名：H-6下
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試料名： 39. H-6-L-1 水平ブロック中

処理条件：定方位(無処理)
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条

件
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XRD-6000(SIMADZU)

処理条件：定方位(Ｅ．Ｇ処理)

処理条件：定方位(ＨＣＬ処理)
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処理条件：定方位測定
＜凡 例＞

Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

H-6下

H-6断層

試料名：H-6下



X線回折分析結果（データ）
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試料名： 11. W28孔_46.73m

処理条件：不定方位
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処理条件：不定方位測定
＜凡 例＞

Qz ：石英
Pl ：斜長石
Cal ：方解石
Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

W28上

H-7断層

試料名：W28上



X線回折分析結果（データ）
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試料名： 11. W28孔_46.73m

処理条件：定方位(無処理)
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条

件
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処理条件：定方位(Ｅ．Ｇ処理)

処理条件：定方位(ＨＣＬ処理)
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処理条件：定方位測定
＜凡 例＞

Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

W28上

H-7断層

試料名：W28上
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試料名： 14. W28孔_47.70m

処理条件：不定方位
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処理条件：不定方位測定
＜凡 例＞

Qz ：石英
Pl ：斜長石
Cal ：方解石
Gy ：ジプサム
Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

W28下

H-7断層

試料名：W28下
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試料名： 14. W28孔_47.70m

処理条件：定方位(無処理)
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処理条件：定方位測定
＜凡 例＞

Mc ：雲母類
Chl ：緑泥石
Sm ：スメクタイト

W28下

H-7断層

試料名：W28下


